GE-PHOENIX

TOMOGRAFY RENTGENOWSKIE

Tomografy firmy GE charakteryzuja sie kilko-
ma cechami, dzieki ktérym znajduja sie w Sci-
stej, Swiatowej czotéwce:

Szeroki zakres produkcji do réznych aplikacji.
Wiasne lampy o najnowszych rozwigzaniach
(m.in. bardzo dtuga zywotnos¢), zaréwno o du-
zej mocy jak i matej wielkosci plamki w ognisku.
Rozdzielczos¢ voxela juz od 0,2 um.

Btedy pomiaru nawet ponizej 1 um.

Bardzo duza gesto$¢ punktéw pomiarowych.
Unikalne moduty oprogramowania pozwalajgce
na niezréwnang redukcje szuméw i zakiocen
oraz filtracje zjawisk wynikajacych z praw fizyki.
tatwos¢ uzytkowania i szybkosé dziatania.
Automatyczna kalibracja geometryczna.

Granit jako materiat konstrukcyjny podstawy.

GE
Measurement & Control Solutions

phoenix|x-ray

Phoenix X-ray jest linig produktow firmy GE Sensing
& Inspection Technologies z koncernu General Electric.
Firma powstata pod koniec lat 90-tych XX wieku
w  Wunsdorf (Niemcy), gdzie do dzis miesci sie jej gtow-
na siedziba, produkcja oraz dziat badan i rozwoju. W krot-
kim czasie stata sie liderem w dziedzinie komputerowej
tomografii rentgenowskiej do celéw badania materiatow
(w skali mikro) i metrologii 3D.

Tomografy rentgenowskie:

Sa to tomografy komputerowe, czyli pozwalajace na uzy-
skanie obrazéw tomograficznych (przekrojow) badanego
obiektu, a nastepnie przedstawiajace jego obraz przes-
trzenny (3D) z wielu uje¢ ptaskich (2D) wykonanych w roz-
nych potozeniach. Obrazy tomograficzne zawierajg infor-
macje o potozeniu i gestosci cech absorbujacych w obie-
kcie i sg dalej wykorzystywane do rekonstrukgcji danych
przestrzennych. Jakakolwiek réznice w materiale wew-
natrz obiektu, zmiane jego gestosci lub pory mozna zo-
brazowac i zmierzy¢. Tomografia rentgenowska w metro-
logii i badaniach materialowych charakteryzuje sie nieru-
choma lampa rentgenowska i wykorzystuje obrét przed-
miotu. Dzigki przejsciu promieniowania przez caty przed-
miot pozwalajg na pomiary nawet bardzo ztozonych obie-
ktow z powierzchniami trudno dostepnymi lub wrecz nie-
widocznymi. W ten sposéb komputerowa tomografia ren-
tgenowska jest idealnym narzedziem do mikro analiz 3D,
szukania wad wewnetrznych, rozwarstwien, wtracen i po-
miaru wielkosci geometrycznych w wielu dziedzinach na-
uki i przemystu.

Nanotom:

e Minimalna wielkos¢ plamki w ognisku pozwala roz-
rézni¢ obiekty juz o wielkosci 200 - 300 nm.

® Zakres aplikacji od prébek stabo absorbujacych
promieniowanie do mocno absorbujacych metali.

Nanotomograf do bardzo precyzyjnych analiz i pomiarow:

dane techniczne nanotom
lampa 180 kV / 15 W otwarta nanofokus
rozdzielczo$¢ (voxel) od 0,5 um
Srednica probki do 120 mm
wysokoS¢ probki do 150 mm
masa probki do 1 kg
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TOMOGRAFY RENTGENOWSKIE

Vltome|x s:

Wszechstronny tomograf o wysokiej rozdzielczosci:

GE-PHOENIX

dane techniczne

V|tomel|x s

lampa 240 kV / 320 W otwarta mikrofokus
opcja druga lampa 180 kV / 15 W otwarta nanofokus
rozdzielczosc (voxel) od 4 ym (2 um dla lampy nanofokus)
Srednica probki do 260 mm
wySokoS¢ probki do 420 mm
masa probki do 10 kg

e Elastyczny system pozwalajacy na zamontowanie

dwéch lamp w tomografie.

e Do inspekcji wad i analiz strukturalnych

oraz metrologii 2D i 3D.
e Szeroki zakres aplikacji.
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Vltome|x L:
Wszechstronny tomograf o wysokiej rozdzielczosci:
dane techniczne V|tome|x L 300 V|tome|x L450
lampa 300 kV otwarta mikrofokus 450 kV otwarta makrofokus
opcja 180 kV otwarta nanofokus 240 kV otwarta mikrofokus
rozdzielczo$¢ (voxel) od 1 um dla lampy nanofokus od 2 um dla lampy mikrofokus
Srednica probki do 500 mm do 800 mm
WYSOKOSC probki do 600 mm do 1000 mm
masa probki do 50 kg do 100 kg

e Elastyczny system pozwalajacy na zamontowanie
dwdch lamp w tomografie.
e Do inspekcji wad i analiz strukturalnych

oraz metrologii 2D i 3D.
e Osiem osi ruchomych.
e Kabina jako opcja.
e Szeroki zakres aplikaciji.




